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[BOZZA]
RELAZIONE TECNICA

[bookmark: _Hlk142314096][bookmark: _Hlk146446965]GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA  DI “SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA’ ELETTRICHE DI MATERIALI SUDDIVISA IN 2 LOTTI”.
· LOTTO 1 “SISTEMA DI ANALISI ELETTRICA CON SONDA AL MERCURIO” CIG A020A982DF;
· LOTTO 2 “SISTEMA DI MISURE HALL CON MODALITA’ CHE NON PREVEDONO IL CONTATTO CON IL WAFER” CIG
A020AB7C71;
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” - PROGETTO iENTRANCE - CUP  B33C22000710006




	Il sottoscritto
	

	Codice fiscale
	

	Nella sua qualità di:

	□
	Titolare o Legale rappresentante

	□
	Procuratore

	Del concorrente
	



DICHIARA DI OFFRIRE PER IL LOTTO
(selezionare il lotto pertinente)

	
	# Lotto
	Oggetto del lotto
	CIG

	□
	1
	“SISTEMA DI ANALISI ELETTRICA CON SONDA AL MERCURIO”
	A020A982DF

	□
	2
	“SISTEMA DI MISURE HALL CON MODALITA’ CHE NON PREVEDONO IL CONTATTO CON IL WAFER”
	A020AB7C71



(la relazione tecnica deve essere redatta preferibilmente in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta. Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle specifiche tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti, includendone una descrizione, il modello e il produttore. Potrà altresì allegare materiali illustrativi quali brochure e schede tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti nonché pubblicazioni scientifiche a dimostrazione di quanto descritto nella relazione tecnica. Si sottolinea che la relazione tecnica deve contenere le informazioni che consentano sia la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico sia l’assegnazione del punteggio tecnico di cui al Disciplinare.)


Lotto 1
Caratteristiche minime richieste
….
…
...
…

…

(INSERIRE IL LOTTO PERTINENTE O SE L’O.E. INTENDE PARTECIPARE AD ENTRAMBI I LOTTI)

Lotto 2
Caratteristiche minime richieste
….
….
….
….
…
…


CRITERI DI VALUTAZIONE

Lotto 1 _   SISTEMA DI ANALISI ELETTRICA CON SONDA AL MERCURIO
	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	



	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ IL REQUISITO  OFFERTO

	1
	ESTENZIONE DI GARANZIA PER UN ULTERIORE ANNO
	


	

	2
	FORNITURA DI UN SET DI RICETTE PER L’ANALISI DI WAFER CON DIELETTRICO DEPOSITATO SUL FRONTE           
	      
	

	3
	FORNITURA DI UN SET DI RICETTE PER L’ANALISI DEL DROGAGGIO (IN WAFER DI SIC) O DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS BIDIMENSIONALE DI ELETTRONI (IN WAFER DI ALGAN/GAN) 
	
	

	4
	IL SISTEMA DI SICUREZZA PER IL FILTRAGGIO E LA GESTIONE DEI VAPORI DI MERCURIO. 
	
	

	5
	FORNITURA DI ULTERIORI N. 2 FILTRI PER IL FILTRAGGIO DEI VAPORI DI MERCURIO
	 
	

	6
	GESTIONE AUTOMATICA DI CARICAMENTO DEL MERCURIO 
	

	

	7
	FORNITURA DI UN SET DI CAPILLARI PER IL CONTATTO DI MERCURIO DEL DIAMETRO COMPRESO FRA 0.5 E 2 MM
	 
	

	8
	FORNITURA DI ALMENO UN WAFER PER LA CALIBRAZIONE DI STRUTTURE METALLO-OSSIDO-SEMICONDUTTORI
	 
	

	9
	FORNITURA DI ALMENO UN WAFER PER LA CALIBRAZIONE DI EPITASSIE MOLTO DROGATE (RESISTIVITÀ DELL’ORDINE DI 6-8 OHM*CM)
	 
	

	10
	FORNITURA DI ALMENO UN WAFER PER LA CALIBRAZIONE DI EPITASSIE POCO DROGATE (RESISTIVITÀ DELL’ORDINE DI 60-80 OHM*CM)
	 
	

	 
	 TOTALE
	
	






[bookmark: _GoBack]LOTTO 2_ SISTEMA DI MISURE HALL CON MODALITA’ CHE NON PREVEDONO IL CONTATTO CON IL WAFER
	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	

	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ IL REQUISITO  OFFERTO

	1
	ESTENZIONE DI GARANZIA PER UN ULTERIORE ANNO
	
	

	2
	SISTEMA DI CARICAMENTO AUTOMATICO DEL WAFER 
	
	

	3
	FORNITURA DI UN SET DI RICETTE PER L’ANALISI DI WAFER DA 6 POLLICI DI ALGAN/GAN
	
	

	4
	FORNITURA DI UNA POMPA DA VUOTO PER IL BLOCCAGGIO DEI WAFER
	
	

	5
	FORNITURA DI ULTERIORI 2 MASCHERE DI RAME PER LA MISURA DI CAMPIONI DI DIMENSIONI MINORI DI WAFER DA 6 POLLICI
	
	

	6
	FORNITURA DI  WAFER DI CALIBRAZIONE PER MISURE DI MOBILITA NEL RANGE 1000-2000 CM2/V/S            
	
	

	7
	FORNITURA DI  WAFER DI CALIBRAZIONE PER MISURE DI RSH NELL’ORDINE DI 500 OHM/SQUARE            
	
	

	8
	FORNITURA DI  WAFER DI CALIBRAZIONE PER MISURE DI RSH  NELL’ORDINE DI 1 OHM/SQUARE            
	
	

	9
	FORNITURA DI  WAFER DI CALIBRAZIONE PER MISURE DI RSH  NELL’ORDINE DI 0.1 OHM/SQUARE            
	
	

	 
	 TOTALE
	
	




….
….
….






[bookmark: _Ref41906052]Firma digitale[footnoteRef:1] del legale rappresentante/procuratore[footnoteRef:2] [1:  Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore2 del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.]  [2:  Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.] 
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